He kolizni mod s technologii
kolizené& reakéni cely Agilent ORS?

Agilent ICP-MS

Héliovy kolizni méd v ICP-MS

Héliovy (He) mdd s diskriminaci kinetické
energie (KED) je preferovanym médem v
kolizné/reakéni cele (CRC) pro ucéinné a
spolehlivé odstranéni polyatomickych

interferenci v ICP-MS s jednim kvadrupdlem.

Poufziti reakénich plynt muZe byt ucinné pfi
odstranovani dané interference od daného
izotopu analytu. Reakéni plyny ale nejsou
schopny soucasné odstranit vSechny
interference, ke kterym dochazi v redalném
svété aplikaci, kde je sloZeni vzorku casto
neznamé, komplexni ¢i proménlivé.

Kromé toho, reakcni plyny ¢asto vytvareji
jako produkty reakci nové nezadouci ionty.
Tomu se da zabranit, jen pokud je vstup
iontl do reakéni cely fizen pomoci dalsiho
jednotkového hmotnostniho filtru jesté
pred reakéni celou (ICP-MS/MS).

U single kvadrupdlovych ICP-MS je proto He
mad preferovany. Je aplikovatelny pro
mnoho analytll a pro rlzné typy vzorka.

He rezim ma také tu vyhodu, Ze poskytuje u
mnoha analytd pfistup k vyuZiti jejich
izotopu pro konfirmaci.

Intenzivni interference na Selenu

BéZzny He mdd funguje velmi dobfe pro
vétSinu multiprvkovych analyz. Pokud jsou
ale analyty ovlivnény intenzivnimi
interferencemi pozadi, podminky béZzného
He médu nemohou pti analyze stopovych
prvkl interference dostatecné snizit.
Dobrym pfikladem je analyza Se v nizkych
koncentracich ng/L (ppt), kde je k dosazeni
poZadovanych detekénich limitl casto
zapotiebi reaktivniho plynu (obvykle Hy).

Vylepseny heliovy mod Agilent ICP-MS

Octopole Reaction System (ORS?), kterym jsou vybaveny viechny systémy
ICP-MS Agilent nabizi vylepSeny heliovy mdd a to diky konstrukci kolizné
reakéni cely, ktera pouziva:

- Dlouhy, vysokofrekvencni oktapdl ke zvySeni poctu kolizi

- Vysoky pruatok plynu celou pro zvyseni tlaku v cele

- Vysoky rozsah predpéti pro podporu vyssi energie srazek
Kombinovany ucinek téchto funkci je zndzornén na obrazku 1, ktery

ukazuje kinetickou energii iontl opoustéjicich kolizni celu za béznych
podminek He médu a s vylepenym He mddem ORS*.

VylepSeny He mdéd poskytuje mnohem mensi piekryv hodnot zbytkovych
energii iontd analytu Se (zelené) a interferujicich iont( Ar, (Cervené).
Mensi energeticky prekryv s vylepSenym He médem znamen3, Ze KED
predpéti na vystupu z kolizni cely u¢innéji odstranuje polyatomické
interference a soucasné zvysuje citlivost pro ionty analytu.

2000

1800 -

1606 KED predpéti (eV) mAr2 mSe

Bezby He maod
Vysoky prekryv energie

200 ”" ) L,
0 -withik “!””llll!lu t :
01 2 3 456 7 8 9 10111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LA RS LR AN L A N RS AR RN AR AR RN AR AR R AR RN AR RN RN LE

4000

3500 -

3000
£ 2500 -
.2 2000
® 1500
: i
O 1000
o

s00 1§ :
o @umu]ulll'lllllll.llllllll!l!-n--f—'-r

0123 456 7 8 91011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Zbytkova energie iontu (po kolizi)

Vylepseny He mod
Maly prekryv energie

Obrazek 1. Srovnani ukazujici vétsi prekryti zbytkové energie iontl analytu Se a
polyatomickych iont(i Ar, v béZzném He mdodu (nahofe) nez v rezimu vylepseného
He médu (dole).



Aplikace, které profituji z vylepseného He médu

Nékteré aplikace vyZaduji méreni analytd na Urovnich, které lze obtizné
dosahnout s pouzitim podminek bézného He kolizniho médu. Tyto analyty
mohou byt ovlivnény intenzivnimi interferencemi polyatomickych iontd
vytvorenych ze slozek plazmy a z roztoku vzorku. Mezi tyto slozky patti Ar,
N a C z plazmy a okolniho vzduchu, O a H z vodného rozpoustédla, N ze
zfedéné kyseliny dusi¢né, atp. Priklady analyti a interferenci jsou uvedeny
v tabulce 1.

Analyte Isotope Interferences
Se 78 Ar,
Se 80 Ar,
Si 28 N, CO
31 NO, NOH
s 34 0, 0,H,0,H,

Obvykly pristup k témto analytlim je pouZiti reakéniho plynu. PouZiti
reakcnich plyna vsak neni vhodné pro viceprvkovou analyzu komplexnich
a variabilnich vzorkd pomoci single kvadrupélovych ICP-MS. Kolizné
reakéni cela Agilent ORS* s vylepSenym He mddem nabizi alternativni
pfistup, ktery poskytuje lepsi rozliSeni mezi analytem a interferujicimi
ionty (obrazek 1). He méd Agilent ORS* poskytuje vynikajici odstranéni
interferenci, coz umoziuje mérit Se na Urovnich ppt a to s vyuzitim pouze
jediného plynu - tedy He v koliznim mddu. Toto vylepseni je zndzornéno
na obrazku 2, ktery ukazuje krivky optimalizace pritoku He jako kolizniho
plynu pro analyzu 78Se s vyuZitim vylepseného He médu ORS?.

He mdd s technologii ORS* poskytuje
mnohem lepsi potlaceni polyatomickych
iontl Ar, pfi zvySeni pfenosu iontl Se, coz
prindsi nizsi pozadi a vyssi citlivost. To se
projevi v mnohem nizsich detekénich
limitech umoziujice méreni Se bez potreby
pouziti reakéniho plynu (nebo smési kolizné
reakénich plyna).

78 Se [2]
«102 |y =03427 " x + 05100

Fi= 09393
DL = 4515 ppt
BEC = 2.655 ppt

CP3

200.0 4000 6000
Conclppt]

Kromé kvalitnéjsich vysledkd pro Se se v He
maédu ORS? dosahuje mnohem niZsich
detekcnich limit (DL) a BEC také napf. pro
Si, P a S (viz. tabulka 2).
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Analyte Isotope DL (ppb) BEC (ppb)
Si 28 0.161 9.92
P 31 0.17 0.29
34 8.94 187

Tyto detekéni limity jsou mnohem nizsi, nez
je mozné dosahnout pomoci béZného He
maodu a v nékterych pripadech se shoduji
nebo prekracuji vykon dosaZitelny pomoci
reakéniho plynu.

Zavér

ReZim vylepSeného He mddu s technologii
ORS* nabizi vyznamné zlep$eni v analyze
nékterych prvki jinak vyrazné
ovliviiovanych interferencemi a to zejména
Se, Si, P a S. Dosazené hodnoty DL spliuji
pozadavky celé fady aplikaci. V rutinnich
metodach je tak umoznén snadny pfistup |
méreni s vyuzitim pouze jednoho plynu
(kolizniho He) a je tak eliminovana potieba
poutziti rGznych reakénich plynd.
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